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摘要(译)

一种状态检测方法，包括：处理器，将从第一传感器获得的第一信息和
从第二传感器获得的第二信息存储在存储器中的预定段中;指定主体执行
特定行为的段的行为段和指示主体不使用存储在存储器中的第二信息执
行特定行为的段的非行为段;使用在行为段和非行为段中的每一个中存储
在存储器中的第一信息中包括的多个特征量的相应值来确定要用于检测
对象的特定状态的特征量，并确定阈值对于确定的特征量，由处理器;处
理器根据从第一传感器获得的信息检测对象的特定状态。
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